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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIBRE OPTIC ACTIVE COMPONENTS AND DEVICES -
PERFORMANCE STANDARDS -

Part 2: 850 nm discrete vertical cavity surface emitting laser devices
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Internatjonal Standard IEC 62149-2 has been prepared by subcommittee 86C: Fib

re optic

systems and active devices, of IEC technical commitiee 86: Fibre opiics.
This bilingual version (2010-11) replaces the English version.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
86C/886/FDIS 86C/914/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on

voting indicated in the above table.

The French version of this standard has not been voted upon.
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This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all parts of the IEC 62149 series, published under the general title Fibre optic active
components and devices — Performance standards, can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
the stability date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in the data
related to the specific publication. At this date, the publication will be

* reconfirmed,

e withdrawn,

* replaced by a revised edition, or
« amended.
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INTRODUCTION

Fibre optic laser devices are used to convert electrical signals into optical signals. This part of
IEC 62149 covers the performance specification for 850-nm discrete vertical cavity surface
emitting laser devices in fibre optic telecommunication and optical data transmission
applications.

@%
0
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FIBRE OPTIC ACTIVE COMPONENTS AND DEVICES -
PERFORMANCE STANDARDS -

Part 2: 850 nm discrete vertical cavity surface emitting laser devices

1 Scope

This part of IEC 62149 covers the performance specification for 850-nm_discrete vertical

cavity durftace emitting laser (VCSEL) devices of transverse mult|mode types\used
fibre ogdtic telecommunication and optical data transmission applic . rf
standar@l contains a definition of the product performance requiremen

of sets [of tests and measurements with clearly defined condition$

criteria.

satisfy {

A produd
be decl

Depend
A2 and

Each s
device f
a) and f

ng on the modulation speed
A3 correspond to 1,25 Gbit/s, 2

chategorized specification is( also_defi
. a : .
iode (Case b).

2 Noi
The foll indispensable for the application of this do|
For datg¢d referen N cifed applies. For undated references, the lates
of the re

IEC 607

IEC 608§

IEC 609

50<N~Info ion technology equipment — Safety — Part 1: General requiremer|

for the

on the

e (Case

cument.
[ edition

IEC 61300-2-4, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test and
measurement procedures — Part 2-4: Tests — Fibre/cable retention

IEC 61300-2-19, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test
and measurement procedures — Part 2-19: Tests — Damp heat (steady state)

IEC 61300-2-48, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test
and measurement procedures — Part 2-48: Tests — Temperature-humidity cycling

IEC Guide 107: 2009, Electromagnetic compatibility — Guide to the drafting of electromagnetic
compatibility publications
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3 Terms, definitions, symbols and abbreviated terms

For the purposes of this document, the following terms, definitions, symbols and abbreviated

terms apply.

NOTE The terminology concerning the physical concepts, the types of devices, the general terms, and those
related to ratings and characteristics of semiconductor devices can be found in IEC 60747-5-1. In addition, the
definition for the essential ratings and characteristics of the semiconductor optoelectronic devices for fibre optic

system applications can be found in IEC 62007-1.

3.1 Terms and definitions

The following terms are defined for the specific characteristics of vertical cavity surface

emitting[Taser devices.

3.1.1
operating wavelength

peak cgntre laser wavelength of the vertical cavity surface ep
operatefl at the normal operating conditions specified in the
VCSEL

3.1.2
transverse mode

cross-se¢ctional profile of the optical beam i
Dependjng on the mode status betwegh n
VCSEL [devices is also defined

3.1.3
multi-mode

cross-sg¢ction transverse
which n

which cprresponds to the ' 5 y ¢ mode of the laser beam profile wi

number ane circular spot

3.1.4
modul

digital ium modulation amplitude between the operating

and thrg

3.1.5
submoT
substrafe

3.1.6

which\a |dser is mounted for assembly into the further packaging

en it is
of the

VCSEL.
e of the

an one,
e-mode
h mode

current

VCSEL device without a monitor photodiode
VCSEL packaged device without a monitor photodiode

3.1.7
VCSEL device with a monitor photodiode
VCSEL packaged device with a monitor photodiode

3.2 Symbols and abbreviated terms

Ap peak laser wavelength
Iin threshold current
Vin threshold voltage
Top operating current

Vs forward voltage at operating current
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Ry series resistance

n slope efficiency

P, continuous laser output power (at connector output or pigtailed fibre output for
packaged types)

AAT/AT wavelength change over temperature

0 beam divergence at 1/e2 intensity

tlt; rise and fall time from 20 % to 80 % of the peak intensity

AL spectral width, RMS (at static condition)

RIN relative intensity noise

ARg/AT series resistance temperature coefficient
4 Prgduct parameters

4.1 Absolute limiting ratings

Absolutg limiting (maximum and/or minimum) ratings imp

age will

occur iff the product is subject to these ratings for limiting
parameter is in isolation and all other parameters have rmance
parameters. It should not be assumed that I|m|t|n can be
applied |at any one time. The absolute A1, A2,
and A3 [for modulation speeds are li b device
types.
4.2 (perating environment
The ope¢rating environm cified in
Table 1
Q\ W Value
rameger Symbol Unit
/\ Minimum | Maximum
O)eratlw}xgra re Top 0 70 °c
4.3 F ecifigation
Functio Ci lca ions” of all the subcategorized types, A1, A2 and A3, for modulation

speeds fre liste nex A and Annex B, depending on the dewce types.

4.4 Diagrams

Diagrams of all the VCSEL device types are included in Annex A and Annex B.

5 Testing

51 General

Initial characterisation and qualification shall be undertaken when a build standard has been
completed and frozen. Qualification maintenance is carried using periodic testing programs.

Test conditions for all tests unless otherwise stated are 25 °C + 2 °C.
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5.2 Characterization testing

Characterisation shall be carried out on at least 20 products taken from at least three different
manufacturing lots. The characteristics and conditions of laser diode are tested at the
operating temperature and the operating current to satisfy the functional specifications
defined in 4.3.

5.3 Performance testing

Performance testing is undertaken when characterization testing is complete. The
performance test plan and recommended performance test failure criteria are specified in
Annex A and Annex B, depending on the device types.

6 Enyironmental specifications

6.1 (eneral safety

All products meeting this standard shall conform to IEC 60950-

6.2 Lpser safety

Fibre optic transmitter and transceiver using the laser digde speéci this documegnt shall
be class 3R laser certified under an itf peration\This includes single fault
conditions whether coupled into a fib > ) . Fibre optic transmitter and
transceiver using the laser diode specifi is <document shall be certified tp be in

conformance with IEC 60825-1: Safety dart 1. Equipment classification

Laser safety standards gnd\reg iQNs at the manufacturer of a laser |[product
provide |information about the p ser; safetyvfeatures, labelling, use, maintenanhce and
service. éxplicitly definerequirements and usage restrictions on the

host sys sertifications.

6.3 E : ibi MC) requirements

Productp ; comply with suitable requiremegnts for
eIectrorI erms of both emission and immunity), depending on
particul which they are intended to be installed or intggrated.

Guidang g\of s'¢h EMC requirements is provided in IEC Guide 107. Guidance
for elec ic\di rge \ESD) is still under study.
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Annex A
(normative)

Specifications for multimode 850-nm VCSEL device
without a monitor photodiode (Case a)

A.1  Absolute limiting ratings

Absolute limiting (maximum and/or minimum) ratings (Table A.1) imply that no catastrophic
damage will occur |f the product is subject to these ratlngs for short perlods prowded each
limiting !

perform
parame

Parameter Symbol /\\amsiw Unit

drage temperature Tt / ~ —){k 1§O °c

P % °c,
Soldering condition sol G >
‘\/ 10s

Lager diode \ \ /
Reyerse bias voltage / \KBB 5 \%

Coptinuous forward current \ /\IFLD 12 mA

)

S

—

A.2 Dperati
The requirements o
A.3
Tables and the
function monitor
photodi

Table A.2 — Operating conditions for functional specification

Value
Parameter Symbol Unit Note
Minimum Maximum

Operating forward current IOp 7 mA
Operating forward bias voltage Ve 1,6 2,2 \%
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Table A.3 — Functional specification
Value
Parameter Symbol Unit Note
Minimum Maximum
Laser diode
Laser wavelength Ap 840 860 nm cw
Spectral bandwidth, RMS AA 0,85 nm cw
Threshold current Ly 3,0 mA
Threshold voltage Vin 2,0 \%
Series resistance I?S 20 85 //n\ Iop
0,2 0,7 /\knW//mA ‘e TO
Slope effitiency n I55{ TOSA &
0,03 0,2 W . %
\ng il
\5,0 \mW 1oy TO
Continuoys laser output power Po < Iop| TOSA &
\ m L
Pigtail
Wavelength change over temperature AA/AT ( m 0,&\ nm/°C
% 00) o 1,25 Gbits,
N Type Ala
Rise and fall time w \ 150/150 Ps 2.9 Gbitls,
Type A2a
110/110 ps 4,25 Gbit/s,
(O Tyge A3a
Relative ifitensity noise { (] &UN\) LD -120 dB/Hz
Series registance temperatu[re\coéﬁkcm“t -4 000 ppm/°C e

a

For 1

®  Series

param

|caIIy a negative value).

erature increases and thus its thermal dependent

GHz bandwidth and optica ec ed
resistancse diodes‘decreases
eter is typica y/()\g e v &

A4

Diag S

Bottom view
Pin mumber Function
K1 R AN 1 VCSEL anode
2 VCSEL cathode
a) b) 3 Not used
4 Not used

IEC 1262/09

Figure A.1 — 850 nm VCSEL TO CAN a) and pigtailed b) devices
without a monitor photodiode
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A.5 Testing

A.5.1 Characterization testing

The requirements of 5.1 shall be met.

A.5.2 Performance testing

Performance testing is undertaken when characterization testing is complete.

Table A.4 — Performance test plan

No. Test Reference Conditions( n°
1 Ejndurance test of: N

1.1 Plackage

M]
1.1.1 High temperature IEC 60749-6 1
sforage
1.1.2 | Lpw temperature 1
sforage
1.1.3 Tlemperature IEC 60749-25 1
cycling
N 1
1.1.4 | Damp heat IEC 61300-2-1
6 h duration
1.1.5 | Tlemperature- —-40°Ct2°Cto+85°Ct2°C 1
hpumidity cycling 85 £ 5 % RH at the maximum
temperature
1 h minimum duration at
extremes
>1 °C/min rate of change
42 cycles

—

1.1.6 | Fjbre pull® 5N +0,5N at0,5N/s 1
60 s duration for buffered fibres
1.2 Lpser dj Temperature: at least two test |
ubmaunt) temperatures: i
¢, specified, constant power
1.2.1
Ts1=Ts max

Ts2=< (Ts1-20 °C)
Duration: >5 000 h

2 Mechanical shock IEC 60749-10 1500 G, 0,5 ms "
5 times/axis

3 Vibration IEC 60749-12 20G, 20 Hz — 2 000 Hz, "
4 min./cycle, 4cycle/axis

4 Rapid change of IEC 60749-11 4T7=100 °C, Temperature change 11

temperature time < 10 s, dwell time> 2 min.

temperature reach time < 5min.
15 cycles

5 ESD IEC 60749-26 Human body model, positive and 3

negative voltage pulses with a
pulse interval of 300 ms

6 Internal moisture IEC 60749-7 <5000 x 10°° water vapor 11

Applied to fibre pigtailed packages.

These parameters can be determined from negotiation between manufacturer and user.

Number of samples.
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Table A.5 —- Recommended performance test failure criteria

Devices

Parameter

Failure criterion

Measurement condition

Laser diode

Operating current
Slope efficiency
Forward voltage

Kinks in L/l curve

50 % increase °
10 % change ?
10 % change *

Kink-free within 1,2 x Phom
(linearity change <10%) °

25 °C or life test temperature
25 °C or life test temperature
25 °C or life test temperature

Top Min, 25 °C, T,, max

Laser package

Operating current

50 % increase °

25 °C or life test temperature

Fibre or connector
output power

Kinks in L/l curve

10 % change

Kink-free within 1,2 x Pnhom
(linearity change <10 %) °

Tracking ratio < LSL > USL
(Imon / Pfibre)
® Chande of pre- and post-test values in the DS. )

9,

3
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Annex B
(normative)

Specifications for multimode 850 nm
VCSEL device with a monitor photodiode
(Case b)

Absolute limiting ratings

62149-2 © IEC:2009

Absolute limiting (maximum and/or minimum) ratings (Table B.1) imply that no catastrophic

damagse
limiting

perform
parame

ance parameters.

WITT OCCUr 1T the product IS Subject 0 Ihese ratings for short perods,
parameter is in isolation and all other parameters have val it
It should not be assumed that a limitin
er can be applied at any one time.

Table B.1 — Absolute limiting ratings

bd each

rovidge
hinxthe
one\than one

normal

AN
Parameter Symbol N \ ) Unit
Min Ma>i>mum
o
Stdrage temperature T, \ / 749 A00 c
Q > 260 °C,
Soldering condition sol
10 sec
Lager diode /k
Reyerse bias voltage \ Vé\ > 5 \%
Cofptinuous forward currgf(\ /\\ \ﬁFLD S 12 mA
Mojnitor photodlode )
Makimum reverse vobaM \ VR 5,0 \%
Makimum for@r%urént < \/ I e mA
B.2
The requi
B.3
Tables [B. and the
functionfal specifications of 1,25/ 2,5/ 4,25 Gbit/s 850-nm VCSEL devices with a |monitor
photodiodeatthe operating conditions:
Table B.2 — Operating conditions for functional specification
Value
Parameter Symbol Unit Note
Minimum Maximum
Operating forward current IOp 7 mA
Operating forward bias voltage Ve 1,6 2,2 \%
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Table B.3 — Functional specification

Value
Parameter Symbol Unit Note
Minimum Maximum
Laser diode
Laser wavelength Ap 840 860 nm cw
Spectral bandwidth, RMS AA 0,85 nm cw
Threshold current Ly 3,0 mA
Threshold voltage Vin 2,0 \%
Series resistance I?S 20 85 //ﬁ\ Iop
0,2 0,7 /\knW//mA ‘e CAN
Slope effitiency n I55{ TOSA
0,03 0,2 Wy \{n/%igta“
\5,0 \mW 1oy CAN
Continuoys laser output power Po < , 1op| TOSA
’ m and pigtail
Wavelength change over temperature AAIAT ( m 0,67\ nm/°C
% 00) o 1,25 Gbits,
N Type A1b
Rise and fall time w \ 150/150 Ps 2.9 Gbitls,
Type A2b
110/110 ps 4,25 Gbit/s,
Type A3b
Relative ifitensity noise { AN —120 dB/Hz
Series registance temperatu[re\coéﬁicieﬁt ( }R\Q‘A\k -4 000 ppm/°C e
Monitor photodiode k \/\ \ \ o
Monitor cyirrent Q > < < I 0,2 1,0 mA
\/\\/ o = 0 mw,
Dark current I.Rro 30 nA
Vil =3V
Linearity of mom&@ c\krrgxk L., %
Capaci NN 100 F Fep =0
apacnart{a\ \ Ciot p 1 MHz
N
®  For 1 [BHz bandwidth apd optical power specified (typically a negative value).
®  Serieq resistance o er diodes decreases as temperature increases and thus its thermal dependent
paramleter.is typically a negative value.

This part applies only to the VCSELs with monitor photodiode at a room temperature condition of 25 °C.
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B.4 Diagrams

|

’_tj Bottom view

Function

m; Pin number
Common anode

a)

B.5

B.5.1

The req

B.5.2

Perform

[esting

Characterization testing
uirements of 5.1 s E
Performance testing

ance tes y

de

1 VCSEL cathode

0o (
\

VCSE‘%nodla

b) c)

7~
2,4 VCSEL anode / PD(eét}\) VC L%&hodb/q

PD anode

3 PD anode

o red)

%

Figure B.1 — 850 nm VCSEL TQ
and TOSA c) devices with

\_characterization testing is complete.

IEC 1263/09
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Table B.4 — Performance test plan

No. Test Reference Conditions
1 Endurance test of:
1.1 Package
1.1.1 High temperature IEC 60749-6 Temperature: T =TStg max 11
storage Duration: 1 000 h
1.1.2 | Low temperature Temperature: T =Tstg min 11
storage Duration: > 2 000 h
1.1.3 | Temperature IEC 60749-25 Temperature: T =T, 1"
cpenng Tg =1stq max
Number of cycles >
1.1.4 | Damp heat IEC 61300-2-19 T=+40 °C + 1
RH: 93 % +
i M]
1.1.5 | Temperature- IEC 61300-2-48, method A 1
hpumidity cycling
1.1.6 | Fjbre pull® IEC 61300-2- 1
. o
1.2 Lpser diode mperature: at least two test
(fubmount) emperatures: |
12.1 ¢, specified, constant power
' T,,=T, max
1.2.2 Ty ,=< (T44-20 °C)
Duration: >5 000 h
. o
1.3 PhOtOd'Ode. Temperature: at least two test
r¢presentative temperatures: i
ppckage) V. or I, specified
1.3.1 T,,= 125 °C min.
1
1.3.2 T ,=< (T44-30°C) Duration:
N >1 000 h
2 M hawh\c\ I5C 60749-10 1500 G, 0,5 ms 1
5 times/axis
3 Vjibration IEC 60749-12 20 G, 20 Hz — 2 000 Hz, 1
4 min./cycle, 4cycle/axis
4 Rapid change of IEC 60749-11 AT=100 °C, Temperature change 11
temperature time < 10 s, dwell time > 2 min.
temperature reach time < 5min.
15 cyles
5 ESD IEC 60749-26 Human body model, positive and 3
negative voltage pulses with a
pulse interval of 300 ms
6 Internal moisture IEC 60749-7 < 5000 x10°° water vapor 11

? Applied to fibre pigtailed packages.

® These parameters can be determined from negotiation between manufacturer and user.

° Number of samples.
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Table B.5 —- Recommended performance test failure criteria

Devices Parameter Failure criterion Measurement condition
Laser diode Operating current 50 % increase ° 25 °C or life test temperature
Slope efficiency 10 % change 25 °C or life test temperature
Forward voltage 10 % change 25 °C or life test temperature
Kinks in L/l curve Kink-free within 1,2 x P Top min, 25 °C, Top max
(linearity change <10 %) °
Photodiode Dark current USL or 10 nA increase

Laser padkage

Operating current
Fibre or connector

output power

Kinks in L/l curve

Tracking ratio
(1| P,

mon fibre)

Photodiode dark current

50 % increase °

10 % change

Kink-free within 1,2 x Pom

(linearity change <10 %
N
< LSL > USL

erature

@ Change |of pre- and post-test values in the Dx
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

COMPOSANTS ET DISPOSITIFS ACTIFS A FIBRES OPTIQUES -

NORMES DE PERFORMANCE -

Partie 2: Dispositifs discrets a laser 850 nm émettant en surface

AVANT-PROPOS

1) La Cpmmission Electrotechnique Internationale (CEl) est une organisation mordiale
compg@sée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités natigiayx de la
pour pbjet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questio 2
domaihes de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl — entre autreg
interngtionales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, de Sp
public| (PAS) et des Guides (ci-aprés dénommés "Publication(s) de la CEL}). iée a des
comitgs d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé pa i¢iper. Les
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernemepta articipent
également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec I'Organis on (ISO),
selon des conditions fixées par accord entre les deux organisation

2) Les dgcisions ou accords officiels de la CEIl concernant les gdestions a mesure
du pogsible, un accord international sur les sujets étudiés, (éta He la CEI
intéreg$sés sont représentés dans chaque comité d’études-

3) Les Plublications de la CEIl se présentent agréées
comme telles par les Comités nationaux d ables sont entrepris afin que la CEI
s'assyre de I'exactitude du contenu technique de S icati ; e peut pas étre tenue regponsable
de I'é¥entuelle mauvaise utilisation ou interpréfati i e i quelconque utilisateur final|

4) Dans |e but d' ‘encourager I uniformité internati ité ationaux de la CEI s'engagent, dans toute la
mesure j¢ations de la CEIl dans leurs publications
nation| 9 Publications de la CEIl et toutes puplications
nation e iquges en termes clairs dans ces derniéres.

5) La CH - i stationyde.conformité. Des organismes de certification indgpendants
fournigsent des servic % dans certains secteurs, accédent aux mgrques de
confomité de Ig smes de
certifi¢ation indép

6) Tous les utilisateur i g en possession de la derniére édition de cette publication.

7) Aucurle responsabil doit “&tre impytee a la CEIl, a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou
mandataires, y i
nation out autre
domm les frais
de ju LEl ou de
toute

8) L'atteftionest aljires s blications
référencées est obllga oire pour une appllcatlon correcte de la presente publlcatlon

9) L’attemtion ‘est attire ent faire
I'objet| del droits de propnete mtellectuelle ou de dr0|ts analogues La CEI ne sauralt etre tehue pour
respo ce.

La norme internationale CEIl 62149-2 a été établie par le sous-comité 86C: Systémes et

dispositifs actifs a fibres optiques, du comité d’études 86 de la CEIl: Fibres optiques.

Cette version bilingue (2010-11) remplace la version monolingue anglaise.

Le texte anglais de cette norme est issu des documents 86C/886/FDIS et 86C/914/RVD.

Le rapport de vote 86C/914/RVD donne toute information sur le vote ayant abouti a

I'approbation de cette norme.
La version frangaise de cette norme n’a pas été soumise au vote.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.
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Une liste de toutes les parties de la série CEIl 62149, publiées sous le titre général
Composants et dispositifs actifs a fibres optiques — Normes de fonctionnement, peut étre
consultée sur le site internet de la CEI.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de
stabilité indiquée sur le site web de la CEI sous "http://webstore.iec.ch" dans les données
relatives a la publication recherchée. A cette date, la publication sera

reconduite,

supprimée,

remplacée par une édition révisée, ou
amepdee-

@%
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INTRODUCTION

Les dispositifs laser a fibres optiques sont utilisés pour transformer les signaux électriques en
signaux optiques. La présente partie de la CEIl 62149 couvre la spécification de performance
des dispositifs discrets a laser 850 nm émettant en surface dans les applications de
télécommunication a fibres optiques et de transmission de données par moyen optique.

@%
0
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COMPOSANTS ET DISPOSITIFS ACTIFS A FIBRES OPTIQUES -
NORMES DE PERFORMANCE -

Partie 2: Dispositifs discrets a laser 850 nm émettant en surface

1 Domaine d’application

La présente partie de la CEl 62149 concerne les spécifications de performgnce des dispositifs
discrets|a Taser 850 nm émettant en surface (VCSEL, vertical cavity surfate emiting.Jaser) de
types multimodaux transverses utilisés dans les applications de télécommunicatiof’|a fibres
optique$ et de transmission de données par moyen optique. La ¢ pergrmance

arie }se jeux
us bien

dy produit

d'essaiq et de mesures avec des conditions, sévérités et critérg
définis. [Les essais sont destinés a étre effectués un a un pou
a satisfgire aux exigences des normes de performance.

Un profduit dont on a montré qu’il remplissait rme de

perform & : 2 3 performance, majs il est
recomm alité/de
conformité

Des 301 - ulation.
Les typ Sbit/s et
4,25 Ghji

Chaque| " définie par des détails particuliers en
fonction| du type de d emple les spécifications d'un dispositif{ VCSEL
sans photodiode ~de es spécifications d'un dispositif VCSHL avec
photodipde de o@ ’

suivants sont indispensables pour l'application du [présent
2§ datées, seule I'édition citée s'applique. Pour les réfgrences
non datges, la 8re édifion du document de référence s’applique (y compris les éyentuels

CEIl 60749/ (toutes™les parties), Dispositifs a semiconducteurs — Méthodes p’essais
mécani

vas et climatiatles
..................

CEIl 60825 (toutes les parties), Sécurité des appareils a laser

CEIl 60950-1, Matériels de traitement de linformation — Sécurité — Partie 1. Exigences
générales

CEI 61300-2-4, Dispositifs d'interconnexion et composants passifs a fibres optiques -
Méthodes fondamentales d'essais et de mesures — Partie 2-4: Essais — Rétention de la fibre
ou du céable

CEIl 61300-2-19, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test
and measurement procedures — Part 2-19: Tests — Damp heat (steady state) (disponible en
anglais seulement)
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CEIl 61300-2-48, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test
and measurement procedures — Part 2-48: Tests — Temperature-humidity cyclingtemperature
(disponible en anglais seulement)

Guide CEI 107: 2009, Compatibilité électromagnétique — Guide pour la rédaction des
publications sur la compatibilité électromagnétique

3 Termes, définitions, symboles et abréviations

Pour les besoins du présent document, les termes, définitions, symboles et abréviations qui
suivent s'appliquent.

NOTE Lg terminologie des concepts physiques, des types de dispositifs, des term 2né e]s valeurs
assignéeg et caractéristiques des dispositifs a semiconducteurs peut étre consulté r-5-1. De
plus, la g¢éfinition des valeurs assignées et caractéristiques essentielles des iti 8 iques a
semicondpcteurs pour application dans les systémes a fibres optiques peut étre cons 7-1.

3.1 Tlermes et définitions

Les termes suivants sont définis comme caractéristiques spé 8\ . screts a
laser émettant en surface.

3.1.1
longueyr d’onde de fonctionnement
LT J laser émettant en|surface
nnement, spécifiées |dans la

longueur d'onde centrale créte du las
quand {l fonctionne dans les conditio
spécification intermédiaire des VCSEL

9

3.1.2
mode tfansverse
profil dg
entre m

u mode

3.1.3
multimodal
mode tn
supérie
I'unimod
avec un

modes
ement a
au laser

3.1.4
vitesse

vitesse numeérique avec une amplitude de modulation optimale entre le|courant
de fonclionnhement et le niveau du courant de seuil

3.1.5
embase
substrat sur lequel un laser est fixé afin d'étre assemblé ultérieurement dans son boitier

3.1.6
dispositif VCSEL sans photodiode de contréle
dispositif VCSEL encapsulé sans photodiode de contrdle

3.1.7
dispositif VCSEL avec photodiode de contréle
dispositif VCSEL encapsulé avec photodiode de contrdle
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3.2 Symboles et abréviations
Ap longueur d'onde créte du laser
L, courant de seuil
Vin tension de seuil
Top courant de fonctionnement
Vs tension directe au courant de fonctionnement
Ry résistance série
n efficacité de la pente
P, puissance de sortie du laser en continu (a la sortie du connecteur ou a la sortie de
la Tibre amorce pour les types encapsules)
AAT/AT variation de longueur d'onde en fonction de la température
0 divergence du faisceau a 1/e2 d'intensité
tlt; temps de montée et de descente de 20 % a 80 % d
AA largeur spectrale, quadratique (en condition statique
RIN bruit d'intensité relative (relative intensity ng
ARg/AT coefficient de température de la résistang

4 Parnameétres du produit

4.1

leurs limites absolues

mmage
courtes
ametres
ne pas
ne fois.
Vitesses
type de

A3, est

de mo
disposit|f.
4.2 E
L'enviro
spécifié

Tableau 1 — Environnement d'exploitation

Valeur
FParametre Symbole Unite
Minimum Maximum
Température de fonctionnement Top 0 70 °c

4.3 Spécifications fonctionnelles

Les spécifications fonctionnelles de toutes les sous-catégories de types A1, A2 et A3 pour les
vitesses de modulation sont énumérées dans I'Annexe A et I'Annexe B, en fonction du type de
dispositif.

4.4

Schémas

Les schémas de tous les types de dispositifs VCSEL sont inclus dans I'Annexe A et
I'Annexe B.
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5 Essais

5.1 Généralités
La caractérisation et la qualification initiales doivent étre entreprises lorsqu’un standard relatif
a une conception a été mené a bien et figé. Le maintien de la qualification est effectué au

moyen de programmes d'essais périodiques. Les conditions d'essai pour tous les essais, sauf
indication contraire, sont fixées a 25 °C + 2 °C.

5.2 Essais de caractérisation

La caractérisation doit étre effectuée sur au moins 20 produits prélevés dans au moins trois

lots diffé de production. ara r gue onaitio de 1o O ent des diodes
laser spnt soumises a essai rant de
fonction

5.3 Essais de performance

Les esspis de performance sont entrepris lorsque les essaj actérisal chevés.
Le plan 3 SO is ¥ rmance
recommiandés sont spécifiés dans I'Annexe A et I'Anng i igpositif.

6 Specifications d’environnement

6.1  Slécurité générale

Tous Ips produits satisfaisant a me doivent se conformef a la

CEI 60950-1.

6.2

Les émétteurs S 3-1E a fibres optiques utilisant une diode laser gpécifiée
dans | S S ertifiés laser classe 3R dans toute cpndition
d'exploitation. Ceci inchufNe i e défaut unique, qu’ils soient couplés dans yne fibre
ou en soprtie direcje & tNes émetteurs-récepteurs a fibres optiques utiligant une
diode | 8.présent/document doivent étre certifiés afin d'étre en copformité
avec laCEI 608 Y=ToNt des appareils a laser — Partie 1: Classification des matériels et,
exigenc

Les no ents de sécurité des lasers exigent que le fabricant d'un| produit
laser fourni infdrmations sur le laser, les dispositifs de sécurité, I'étiquetage,
['utilisatjon, vaintenance et le service associé. Cette documentation doit| définir
explicitgnient les exigences et les restrictions d'usage sur le systéeme hoéte, nécessaifes pour

. . \ Lipi g: | , "
satisfaireaces—certificationsdesécurité:

6.3 Exigences relatives a la compatibilité électromagnétique (CEM)

Les produits définis dans la présente spécification doivent étre conformes aux exigences
appropriées relatives a la compatibilité électromagnétique (en termes d'émission et
d'immunité), en fonction de l'usage/l'environnement particulier pour lesquels ils sont destinés
a étre installés ou intégrés. Des lignes directrices pour la rédaction de ces exigences CEM
sont fournies dans le Guide CEIl 107. Des lignes directrices concernent les décharges
électrostatiques (DES) sont toujours a I’étude.
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Annexe A
(normative)

62149-2 © CEI:2009

Spécifications relatives aux dispositifs VCSEL 850 nm multimodaux
sans photodiode de contréle (Cas a)

A.1 Valeurs limites absolues

Les valeurs limites absolues (maX|maIes et/ou m|n|males) (Tableau A.1) |mpl|quent qu'aucun
el

courtes
parame

perlodes a condition que chaque paramétre Ilmlte 50|t isolé
res possédent des valeurs dans les limites de performance n
pas présumer qu’'une valeur limite de plus d'un paramétre peut étre@p

pour de

5 autres

euk) N
Paramétre Symbole \ Unitd
/ MN%\ Maximum
Température de stockage T;&g K ] —-40 \/60 °c
N
N > 260 °C,
Copditions de soudure ol
)\/ 10s
Diqde laser A
Tempsion de polarisation inverse ( %2\ 5 \%
Cofirant direct continu /\ /-\\ \{FLD\ 12 mA

spécifications
R5/ 2,5/

Tableau A.2 = Conditions de fonctionnement pour Tes spécificafions fonctionnelles

Valeur
Parameétre Symbole Unité Note
Minimum Maximum
Courant direct en fonctionnement 7 mA
Tens!on de polarisation directe en 1.6 2.2 v
fonctionnement
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Tableau A.3 — Spécifications fonctionnelles

Valeur
Parameétre Symbole Unité Note
Minimum Maximum
Diode laser
Longueur d'onde du laser Ap 840 860 nm cw
Largeur de bande spectrale, quadratique AA 0,85 nm cw
Courant de seuil Ly 3,0 mA
Tension de seuil Vin 2,0 \Y
Résistance-série R 20 685 //n\ rop
0,2 0,7 /\knW//mA Nod TO
Efficacité[de la pente n I55{ TOSA &
0,03 0.2 We \Qb/ amorce
\5,0 \mW 1op TO
Puissancg de sortie du laser en continu Po < Iop| TOSA &
’ m fible amorce
Variation de longueur d'onde en fonction o
de la température AMAT < Q \%)\7 nm/"C
\
\>30 1500 o 1,25 Gbit/s,
Type Ala
Temps dg montée et de descente [t "éOMSO Ps 2,5 Gbit/s,
Type A2a
\) 110/110 ps 4,25 Gbit/s,
Type A3a
. . e . \J a
Bruit d'intbnsité relative N M V -120 dB/Hz
) %
C'ogfflmert d’e.temperature e & R -4 000 ppm/°C b
résistance¢ série S
%  Pour yne Iargeu‘x{eyan de 1 z. et\une is}a{ce optique spécifiée (généralement une valeur négative).
®  Larédistance série dés diddés o/Mmesure que la température augmente et, par conséquept, son
paramétre de dépf'ﬁ\a ce thermi dneralement une valeur négative.
A.4 $chéwmas

Vue de dessous

Numéro de Fonction
broche
1 Anode VCSEL
2 Cathode VCSEL
a) b) 3 Non utilisée
4 Non utilisée

IEC 1262/09

Figure A.1 — Dispositifs VCSEL TO CAN a) et a fibres amorces b) 850 nm

sans photodiode de contréle



https://iecnorm.com/api/?name=9c571831de75c9dade6cdc4ff689141f

- 30 - 62149-2 © CEI:2009

A.5 Essais

A.5.1 Essais de caractérisation

Les exigences de 5.1 doivent étre satisfaites.

A.5.2 Essais de performance

Les essais de performance sont entrepris lorsque les essais de caractérisation sont achevés.

Tableau A.4 — Plan des essais de performance

N° Essai Référence Conditions( n°
1 Hssai d’endurance N
ppur:
1.1 Bloitier \
1.1.1 Sftockage a haute CEI 60749-6 1
température
1.1.2 | Stockage a basse 1
température
1.1.3 Jycles de CEl 60749-25 1
température
1
1.1.4 | dhaleur humide CEl 61300-2-19
R:93% 2%
rée de 96 h
1.1.5 | Qycles de -40°Ct2°Ca+85°Ct2°C 1
t¢mpérature et 85+ 5 % HR ala température
dlhumidité maximale
Durée de 1 h minimum aux
extrémes
Vitesse de variation > 1 °C/min
42 cycles
1.1.6 | Tlraction sur EI'61300-2- 5N +0,5Na0,5N/s 1
fipres® 60 s pour les fibres protégées
1.2 D Température: au moins deux |
( températures d’essai: i
¢, spécifiée, puissance
constante
1.2.1
Ts1=Ts max
129 Ts2=< (Ts1-20°C)
Durée: >5 000 h
2 Chocs mécaniques | cE| 60749-10 1500 G, 0,5 ms "
5 fois/axe
3 Vibrations CEIl 60749-12 20G, 20 Hz — 2 000 Hz, "
4 min/cycle, 4 cycles/axe
4 Variations rapides CEIl 60749-11 AT=100 °C, durée de variation de 11
de température température < 10 s, temps du
palier > 2 min, durée d’atteinte de
la température < 5min. 15 cycles
5 DES CEl 60749-26 Modéle du corps humain, 3
impulsions de tension positives et
négatives avec un intervalle entre
les impulsions de 300 ms
6 Humidité interne CE|l 60749-7 Vapeur d’eau < 5 000 x 107° 11
@ S'applique aux boitiers munis de fibres amorces.
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b

c

Nombre d’échantillons.

Ces paramétres peuvent étre déterminés par négociation entre le fabricant et I'utilisateur.

Tableau A.5 — Critéres d'échec des essais de performance recommandés

Dispositifs

Parameétre

Critére d'échec

Condition de mesure

Diode laser

Courant de
fonctionnement

Efficacité de la pente

Augmentation de 50 % *

Variation de 10 % *

25 °C ou température de
I'essai actif

25 °C ou température de

o . —
1coodi/allll

Tension directe Variation de 10 % * de
Points singuliers de la Pas de points singuliers dans les
courbe L/I 1,2 x Pnhom (variation de linéarité >
S']O%) a /\

Boitier lager Courant de Augmentation de 50 % de
fonctionnement
Puissance en sortie de Variation de 10 % hi actif
fibre ou de connecteur nitiale

Points singuliers de la
courbe L/I

Taux de poursuite

(| P

mon |bre)

D Top min, 25 °C, Top mgx

Top Min ~ Top max
Au niveau de puissanfce
assigné

/Y
? Modification des vaIeursNe Né&cat{i% Wre d'a% et apres essai.
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